Disciplina: CARACTERIZACAO DE MATERIAIS Il (CM2)

Modalidade: Disciplina optativa
Departamento: Contextualizagao e Fundamentacao - DECF
Carga Hordéria: 45 h/a Créditos: 03
Professor Responsavel: Sebastiana Luiza Braganga Lana

EMENTA:
Métodos de Imagem (Microscopia oOtica, Microscopia Eletronica SEM, EDS,TEM); Métodos
Espectroscépicos (EDX; UV-VIS, FTIR) Analises térmicas (DTA, DSC, TG).

OBIJETIVO GERAL:

Apresentar uma visdo geral sobre as diversas técnicas de andlise avancadas em materiais.
Apresentar os fundamentos cientificos das técnicas de andlise e caracterizacdo de materiais,
aplicadas a projeto especifico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

® Permitir alunos conduzir, analisar e interpretar diferentes técnicas de
caracterizagdo e ensaios em materiais, segundo normas técnicas;

® Possibilitar aos alunos correlacionar composicao — estrutura - propriedade dos materiais;

* Desenvolver a capacidade de interpretacao critica de resultados experimentais;

® Familiarizar os académicos com atividades em equipe;

e Desenvolver o senso de responsabilidade profissional quanto a cumprimento de prazos e
qualidade de trabalho;

e Desenvolver no académico a capacidade de se expressar nas formas escrita, oral e grafica.

CONTEUDO:

Unidade 1

Métodos de analise por imagem
Unidade 2

Métodos de analise por espectroscopia
Unidade 3

Métodos de andlises térmicas

Unidade 4

Apresentacdo de analise dos resultados

METODOLOGIA:

Curso realizado em 12 semanas com 4horas aula/semana, assim distribuidos:
Unidade 1 - 12 semana

Unidade 2 — 22 a 62 semana

Unidade 3 -72a 102 semana

Unidade 4 —112 e 122 semana



FORMAS DE AVALIAGAO:

Semindrios quinzenais sobre os conteldos tratados.

Participacdo e presenca nas aulas tedrico/praticas.

Artigo cientifico (paper) contendo no minimo 8 e no maximo 12 paginas de texto, apresentado
dentro das normas da ABNT como trabalho final para avalia¢ao.
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